CentroUC
Investigacion en Nanotecnologia
y Materiales Avanzados - CIEN

Servicios del Microscopio Electronico de Barrido
con Catodo de Emision por Efecto de Campo

FE-SEM

Micrografias Electronicas

e Electrones secundarios (SE)

Alto Vacio, Bajo Vacio y Modo
Ambiental (ESEM).

e Electrones Retrodispersados (BSE)

e Electrones Transmitidos (STEM)

Analisis de Composicion Elemental

e Espectro Elemental de Rayos-X
(EDS)

* Mapeo Elemental (Mapping EDS) Microscopio FEI QUANTA FEG

250

El FEI Quanta FEG 250 es capaz de ofrecer informacion morfolégica y de composicion
elemental de la superficie de la muestra con una mayor resolucion y un mayor rango de energia
gue un SEM convencional. Posee una resolucién maxima de pocos nandémetros.
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Electrones Secundarios (SE)
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En buenas condiciones, es posible obtener imagenes con magnificacién de hasta 1.000.000 X.
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Modo Ambiental (ESEM)
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El modo ambiental (ESEM) reduce la carga electroestatica acumulada en la superficie. Esto
mejora la calidad de la imagen en muestras de baja conductividad eléctrica, sin la necesidad de
recubrir la superficie con una pelicula metélica.

Electrones Transmitidos (STEM)
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El modo STEM permite observar estructuras cuyo tamafio es de pocos nanémetros y estan
ampliamente dispersas. Las muestras deben depositarse sobre grillas para TEM.

www.uc.cl
T



Electrones Retrodispersados (BSE)
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El detector de electrones retrodispersados genera imagenes cuyo contraste depende
principalmente de las diferencias de peso atomico de los elementos observados. Permite identificar
la distribucion espacial de distintos materiales en una misma muestra.
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Espectro Elemental de Rayos-X (EDS)

3.60K

Si Element Weight% Atomic % Netlnt.  Error %
3.24K o cK 1.73 3.02 8.76 24.01
288 | OK 4635 6074 04575 853
MNak 3.03 276 92.58 11.28
e Mgk 1e7 170 10681 908
216K AK 10.11 7.86 667.21 566
.~ ©SK 2431 1815 184372 487
SK 0.16 011 9.52 75.06
144K KK te2 103 10531 970
106K Cak 4.88 255 23222 475
072K
036K| e
: e A S
0.00% 4 13 26 39 52 65 78 91 104 17
et N ¢ Element Weight % Atomic% Netlnt.  Error %
472K BK 30.12 35.28 689.95 6.98
- . CK 827 1926 77937 %999
354K NK 4713 42.60 1749.39 10.04
205 0K 346 274 1773 1505
B PdL 0.96 0.11 277.01 12.52
236K] [ . NK 005 001 916 5375
177K
Pd
118K
o
Pd
0.59K Ni Pd Ni Ni
0.00§) o 13 26 39 5.2 65 78 91 104 117

El analisis EDS entrega informacién sobre la composicion elemental de una muestra con una
profundidad entre 0,5 y 30 um dependiendo del material. Es posible identificar los elementos con
namero atébmico mayor a 3.
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Mapeo Elemental (Mapping EDS)

El mapeo elemental mediante
EDS permite visualizar la presencia
de elementos heterogéneamente
dispersos dentro de una muestra. Su
resoluciéon maxima es de ~0,5 ym y
es posible detectar elementos con
namero atémico mayor a 3.

Sus principales usos son la
observacién de aleaciones metalicas,
minerales y estudios de corrosion.
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Aplicaciones Generales FESEM-EDS

Micro y nano-caracterizacion de superficies. Estudio de fracturas, soldaduras,
secciones pulidas, peliculas y revestimientos. Caracterizacion de micro y nano particulas,
materiales porosos Y fibras.

Andlisis en metales y aleaciones. Materiales magnéticos y semiconductores.
Ceramica, plasticos, secciones geoldgicas, minerales, polimeros, productos farmacéuticos,
filtros, geles, tejidos y material animal o vegetal.

Areas de estudio:

Ciencia de materiales, nanotecnologia, microbiologia, ingenieria mecanica,
construccion, arqueologia, geologia, mineria, farmacia, forense, ingenieria de alimentos,
guimica de superficies y educacion.
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